NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 191-2S
STANDARD o Promer cdion

1985-09

Normalisation mécani
a semiconducteur

Partie 2:
Dimensions

nt to Publication 191-2 (1966)

Ydardization of semiconductor

Les feuilles de ce complément sont a insérer dans
la Publication 191-2

The sheets contained in this supplement are to be

inserted in Publication 1971-2

CODE PRIX D
PRICE CODE

Pour prix, voir catalogue en vigusur
For prica, see current catalogue


https://iecnorm.com/api/?name=63640e8cf1c060c5a3b58d549c65a644

191-28 © CEI/IEC:1995

INSTRUCTIONS POUR L’INSERTION
DES NOUVELLES PAGES DANS LA
CEl1191-2

Remplacer la page de titre existante par
la nouvelle page de titre.

Retirer la page 191 IEC 1 existante
contenant la préface et la remplacer par
la nouvelie page 191 IEC 1 contenant la
préface au dix-septiéme complément.

Chapitre I:

INSTRUCTION FOR THE INSERTION OF
NEW PAGES IN IEC 191-2

Replace the existing title page with the new
title page.

Remove the existing page 191 IEC 1
containing the preface and insert in its
place the new page 191 IEC 1 containing the
preface to the seventeenth supplement.

Chapter I:

Ajouter ies nouvelles feuilles suivantes:

191 IEC-1: 098H - a/b
099E - a/b

3

Add the following

191 IEC-1¢
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PUBLICATION 191-2

NORMALISATION MECANIQUE

DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

DEUXIEME PARTIE: DIMENSIONS

INTERNATIONAL

PUBLICATION 191-2

PART 2: DIMENSIONS

............

VALEURS RECOMMANDEES POUR CER-
AINES DIMENSIONS DE DESSINS DE
ISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

INS D’ENCOMBREMENTS

TYPPES DE DISPOSITIFS A SEMICONDUC-
EURS GENERALEMENT MONTES
ANS LES BOITIERS DU CHAPITRE

INS D’EMBASES

. Chapitre V

FOREWORD

OF SEMICONDUCTOR DEVICES
ENERALLY MOUNTED IN THE
ACKAGES OF CHAPTER I

ASE DRAWINGS

CASE OUTLINE DRAWINGS

GAUGE DRAWINGS

TABLES SHOWING ASSOCIATIONS BE-

OBSOLETE DRAWINGS

ADDITIONS TO THE LISTS OF NATIONAL
CODES APPEARING ON THE STAN-
DARD SHEETS OF IEC PUBLICATION
191-2

[
¢
¢

ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION
OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Chapter 00

Chapter 0
Chapter 1

Chapter IT
Chapter I11
Chapter IV

TWEEN CASE OUTLINES AND BASES  Chapter V

SUPPRESSIONS DANS LES LISTES DE CO-
DES NATIONAUX FIGURANT SUR LES
FEUILLES DE NORMES DE LA PUBLI-
CATION 191-2 DE LA CEI

Publication CE 1 191-2
Date: 1987

DELETIONS TO THE LISTS OF NATIONAL
CODES APPEARING ON THE STAN-
DARD SHEETS OF IEC PUBLICATION
191-2

1 EC Publication 191-2

Date: 1987
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Dix-septieme complément a la publication 191-2 (1966)

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMICONDUCTEURS

Partie 2: Dimensions

1) La JEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation m
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités n
pour|objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de\no
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre aufrés. activité

interhationales. Leur élaboration est confiée & des comités d'études,
natignal intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisationsin
non |gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent égale
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation

acco

2) Les
com

kbore
par

hiques, préparés par les
nt & ces questions, expriment

dan xaAminés

3) Ces |décisions constituent des recommandations., i i publiées sous forme de normes, de
rappprts techniques ou de guides et agréées 3 ités nationaux.

4) Dan Rités nationaux de la CEl s’engggent
aa ble, les Normes internationales de la CEI

dan
natid

5) La {
resp

La prés
a semi

Le tex{e de_cette

ence entre la norme de la CEl et la norme

marquage comme indication d'approbation ét sa

sitifs

orme est issu des documents suivants:

DIS Rapports de vote

47D/43/DIS 47D/76/RVD

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le
vote ayant abouti a 'approbation de cette norme.

Date:1995

191 {EC 1 Publication IEC 191-2
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1

2)

3)

4)

5)

This 4
semic

It forn

The téxt of thi

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Seventeenth supplement to Publication 191-2 (1966)

MECHANICAL STANDARDIZATION OF
SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 2: Dimensions

[ad ¥ X ad oD
FPURLCVYWUNY

Thel IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organj
conmprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees).
profnote international cooperation on all questions concerning standardlatlo
ele¢tronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC
Thdir preparation is entrusted to technical committees; any IEC
the| subject dealt with may participate in this preparatory

non-governmental organizations liaising with the IEC also p4
collpborates closely with the International Organization fo
conditions determined by agreement between the two orga

whith all the National Committees having
posisible, an international consensus of op

Th
equi

tandard is based on the following documents:

DIS Reports on voting

zation

hnical

htional

s. Any

Clearly

or any

ign for

47D/43/DIS 47D/76/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

Date:1995 191 IEC 1 Publication IEC

191-2


https://iecnorm.com/api/?name=63640e8cf1c060c5a3b58d549c65a644

191-2N © CEI 1987

CHAPITRE 00 — CONCEPTION DE LA NORMALISATION MECANIQUE

1. Regles

fondamentales

Lors de la réunion tenue & Montreux (juin 1981), le Comité d’Etudes n° 47 adopta les régles
fondamentales suivantes qui remplacent celles adoptées 2 Copenhague en octobre 1962:

A. Toute proposition nouvelle devra étre soumise a I’étude préliminaire d’un groupe de travail
convenablement qualifié (note 1) avant circulation dans un document Secrétariat.

B. Le groupe de travail qualifié devra étudier les nouvelles propositions avec les objectifs sui-
vants:

I. Aboutir 4 une normalisation active en n’acceptant que les boitiers qui sont soutenus inter-

2]

cC.1
tr

D.

q
ng

Notes |.

4.

Fratronatenrent:

Spécifier de fagon précise les dimensions en vue d’assurer I'interchang,
les manipulations automatiques.

Dis pays.

dessin ne sera introduit dans la Publication 191-
i le soutiennent ont fourni leur numéro de code
possédent pas de numéro de code)

documents secréta
a obtenir de la pa

propositio
— Lors de @
s'intégreraient dan

iter

ins

s
"1ls

e
e

es

T7

Hu
ions

Un avertissement, au début de la section dévolue aux dessins obsolétes, stipulera qu’a P'expira-
tion d’une période de deux ans a compter de sa date de transfert, le dessin sera supprimé, sauf's’il est
soutenu par un autre pays dans I'intervalle.

Date: 1987

191 I EC 00-1

Publication CE I 191-2
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See note 5

S —
l Voir note 5

CEL-IEC 836/95

Ref

Réf.

O\ D\-S\Nj D-5D D-50C

max\ in. nom.

max. nom. max.

0,225 0,165
(5.72) (4,19)

0,019 0,028 0,019 0,028 0,019 | 0,028
(0,48) (0,71) (0,48) (0,71 | (0,48) | (0,71)
0,003 _ 0,003 _ 0,003 _
(0,08) (0,08) (0,08)
) 0,091 | 0,103 0,137 0,148 0,070 0,085 0,183 | 0,202
(2,31) |(2,62) (3,48) (3,76) (1,78) (2,16) | (4,65) | (5,13)

0,195 0,205 0,225
(4,95) (5,21) (5,72)

Famille d’encombrements 098H
Outline family 098H

Date: 1995

191 IEC I-098H - a

Publication CEI
IEC Publication

No. 191
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Les dimensions sont exprimées en inches. 1.

Les équivalences métriques sont entre paren- 2.
théses.

Les équivalences métriques sont données uni- 3.
quement pour informaton.

Les dimensions sont celles avant soudage. 4.
Espace libre minimal entre le corps en verre 5.

et la surface de montage quelle que soit
I'orientation.

Marquage de la cathode: bande de couleur ou 6.

quatre points espacés de 90°.

Dimensions are in inches.

Metric equivalents are in parentheses.

Metric equivalents are for general information
only.

Dimensions are pre-solder dip.

Minimum clearance of glass body to mounting
surface on all orientations.

Cathode marking to be either a color band or
four dots spaced 90° apart.

Pays ou organisation
Country or organization

CEIIEC

-

Royaumei\giq
United Kingdam

()

oo
v/
NN
>
%

9,

AN
Germaqy\
Y%

Famille d'encombrements 098H Date: 1995
Outline family 098H

191 1EC 1-098H - b

Publication CEI
IEC Publication

No. 191
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